Karta (sylabus) modulu/przedmiotu
Mechanika i Budowa Maszyn
Studia I stopnia

Przedmiot: Techniki i systemy pomiarowe
Rodzaj przedmiotu: Obowiazkowy
Kod przedmiotu: MBM1S50331-0_1
Rok: 11
Semestr: 3
Forma studiow: Studia stacjonarne
Rodzaj zaje¢ i liczba godzin w semestrze: | 60
Wyktad 15
Cwiczenia 15
Laboratorium 30
Projekt -
Liczba punktow ECTS: 4
Sposo6b zaliczenia: Egzamin
Jezyk wykladowy: Jezyk polski
Cele przedmiotu
c1 Zapoznanie studentéw z technikami i systemami pomiarowymi w
budowie maszyn
2 Przygotowanie studentéw do projektowania procedur pomiarowych i
wykonywania pomiaréw
C3 Przygotowanie studentéw do analizy i interpretacji wynikéw pomiaréw

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji

Z zakresu fizyki; identyfikuje i definiuje podstawowe wielkosci fizyczne

1 oraz zwigzki miedzy tymi wielko$ciami
Z zakresu matematyki; definiuje podstawowe pojecia geometryczne,
2 trygonometryczne i statystyczne rozkladu Gausa i Studenta oraz
rachunku pochodnych funkgji
3 Posiada podstawowe umiejetnosci wykorzystywania informatyki do
gromadzenia, prezentacji i analizy danych
Efekty uczenia sie
W zakresie wiedzy:
EK 1 Wyjasnia system wielkoéci i wymiaréw, opisuje zwigzki miedzy
wymiarami i odchytkami
EK 2 Opisuje i wyjasnia techniki i systemy pomiaréw wielkosci

geometrycznych




EK 3 Zna metody pomiaréw wielkoéci i odchytek geometrycznych
EK 4 Zna metody analizy i oceny dokladnosci wynikéw pomiaréw
W zakresie umiejetnosci:
EK 5 Wybiera techniki i systemy pomiaru wielkosci i odchytek
geometrycznych, szacuje ich dokladnosé
EK 6 Planuje procedury gromadzenia, prezentacji i analizy wynikéw
pomiarow
EK 7 Postuguje sie przyrzadami i systemami pomiarowymi, ocenia ich stan i
poprawnos¢ pomiarow
W zakresie kompetencji spotecznych:
EK 8 Zachowuje ostroznos¢ i uczciwos¢ oparta na faktach w formowaniu
opinii i oceny
EK 9 Wykazuje odpowiedzialnosé¢ za powierzone zadania
TreSci programowe przedmiotu
Forma zaje¢ - wyklady
Tresci programowe
Podstawowe pojecia metrologiczne: cechy, wielkosci, wymiar
W1 wielkosci, cechy geometryczne. System wielkosci i jednostek miar, baza
wielkosci, wielkosci podstawowe i pochodne, jednostki.
W2 Wzorce podstawowych jednostek miar, definicje, hierarchia. Uzytkowe
wzorce dlugosci, sprawdziany.
W3 Podstawy prawne metrologii, formy kontroli przyrzadéw
pomiarowych. System znormalizowanych tolerancji wymiaréw.
Model pomiaru zdeterminowany, dokladnos¢ pomiaru, klasa
W4 przyrzadu. Model pomiaru probabilistyczny, rozkiad wynikéw,
niepewno$¢ pomiaru, tolerancja statystyczna.
W5 Bledy technologiczne, pomiaru, optymalna niepewnos¢ przyrzadu
pomiarowego. Metody pomiaru, dokladno$é¢ metody.
Systemy pomiarowe, przetworniki wielkosci, wlasciwosci
We metrologiczne. Techniki kontroli odchytek geometrycznych, wymiaru,
ksztattu, nier6wnosci powierzchni.
W7 Strategia pomiaréw, sposoby pozyskiwani informacji. Klasyczna i
wspotrzednosciowa technika pomiarowa.
W8 Podstawy statystycznej kontroli jakosci, Karty kontrolne.
Forma zaje¢ - ¢wiczenia
Tresci programowe
Cw1 Zwiazki miedzy wielkoSciami, wymiar wielkosci i jednostki pochodnej.
CW2 Wyznaczanie tolerancji i odchytek wymiarowych
CW3 Podstawy analizy wymiarowej, metoda arytmetyczna, rézniczki
zupelnej
Cwi4 Wyznaczanie dokladnosci pomiaru, niepewnosci, licznosci probki.
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Projektowanie kart kontrolnych

CWe Wyznaczanie dokladnosci metod posrednich
Forma zaje¢ - laboratorium
Tresci programowe
11 Omowienie tematyki ¢wiczen, regulaminu, szkolenie BHP,
opracowanie harmonogramu wykonywania ¢wiczen
L2 Komputerowe systemy pomiaru odchylek wymiaru
L3 Komputerowe systemy pomiaru odchylek ksztaltu
L4 Komputerowy system analizy rozkladu odchytek
L5 Pomiary i ocena sprawdzianéw dwugranicznych
L6 Poréwnywanie niedokladnosci metod pomiaréw wielkosci katowych.
L7 Sprawdzanie i ocena wlasciwosci metrologicznych uniwersalnych
przyrzadéw pomiarowych
L8 Pomiary i ocena parametrow gwintéw metrycznych z wymaganiami
norm
L9 Techniki pomiaru odchylek geometrycznych nieréwnosci powierzchni.
Metody dydaktyczne
1 Wyktad problemowy, konwersatoryjny - prezentacja multimedialna
2 Analiza liczbowa problemu, rozwiazywanie zadan
3 Analiza projektéw doswiadczen i praktyczna ich realizacja w grupach 2
- 3 osobowych
4 Prezentacja sposobu wykonania trudniejszych zadan
Metody i kryteria oceny
Symbol
metody Opis metody oceny Prog zaliczeniowy
oceny
O1 Rozwigzanie pisemnego testu 50%
Zaliczenie pisemne kolokwium z ¢wiczen 0
02 e . 50%
oraz ¢wiczen laboratoryjnych
03 Sprawozdania z wykonanych doswiadczen 100%

laboratoryjnych

Literatura podstawowa

1 Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia wielkosci geometrycznych. WNT,

(1999).

5 Kyjan K.: Techniki, miernictwo i elementy systeméw pomiarowych

budowie maszyn. WPL, (2000),

3 Kyjan K.: Technika i systemy pomiarowe w budowie maszyn laboratorium.

WPL, (2004),

4 Adamczak S.: Pomiary geometryczne powierzchni. Zarysy ksztaltu, falistos¢

3




| i chropowatoéé. WNT, Warszawa (2008)

Literatura uzupelniajaca

Warszawa (1985).

Iwasiewicz A. : Statystyczna kontrola jakosci w toku produkcji, PWN,

2 Squires G.L.: Praktyczna fizyka. PWN, (1992).

Obciazenie praca studenta

Forma aktywnosci

Srednia liczba godzin na zrealizowanie

aktywnosci
Godziny kontaktowe z wykladowca, 60
w tym:
Udziat w wykladach: 15
Udzial w éwiczeniach: 15
Udzial w zajeciach laboratoryjnych: 30
Praca wlasna studenta, w tym: 40
Samodzielne studiowanie tematyki
wyktadow, przygotowanie i udziat w 25
kolokwium zaliczajacym wyklad:
Przygotowanie do zaje¢ laboratoryjnych:, 15
opracowanie sprawozdan:
Laczny czas pracy studenta 100
Sumaryczna liczba punktéow ECTS dla 4
przedmiotu
Macierz efektow uczenia sie
Odniesienie
danego efektu
Efekt uczema sig do Cele Tresci Metody Metody
uczenia sie efekfow-,v przedmiotu | programowe | dydaktyczne | oceny
zdefiniowanych
dla kierunku
studiow
MBM1A_W02 W1, W2, 01, 02,
K1 MBM1A_W07 L CW1, L2 L34 03
MBM1A_W07 W3, W6, 01, 02,
B2 MBMI1A_W12 1 CW4, L9 234 03
MBM1A_W07 W5, W7, 01, 02,
B3 MBMI1A_W12 < CWe, L6 L2354 03
MBM1A_WO01 W4, W5, 01, 02,
B4 MBM1A_W07 < CW4, L5 L2534 03
EK 5 MBM1A_U18 C2,C3 W6, W7, 1,2,3,4 01, O2,




MBM1A_U19 CWe, L8 03

MBM1A_U02 W4, W8, 01, 02,
EK6 MBM1A_U03 2, C3 CW5, 1.3, 14 1,234 03

MBM1A_U18 W5, W7, 01, 02,
EK7 MBM1A_U19 C2,G3 CW2, L7 1,234 03
EK 8 MBM1A_K04 C3 W7, CW3, L7 1,4 01(3;)2,
EK 9 MBM1A_KO05 2 L1-14 3 02, O3

Autor programu: |dr inz. Mariusz Klonica

Adres e-mail: m.klonica@pollub.pl

Jednostka
organizacyjna:

Katedra Podstaw Inzynierii Produkcji, Wydziat Mechaniczny







